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                      คลิกไอคอน PCXRD 
                      จะปรากฏหน้า Main 
จากนัน้เลือก Display & Setup (A)  

ท าการทดสอบ เปิด-ปิด ประต ู
*หน้าตา่ง Display & Setup (A)  
ให้เปิดไว้ตลอดการใช้งาน 

เปิดหน้าตา่ง Service (D) เลือก Adjust >> 2Theta    จากนัน้ Setup Goniometer โดย  
ติดตัง้ Slit 0.05, Al Absorber ที่ต าแหน่ง DS  และ Slit 0.15 ที่ต าแหน่ง RS    คลิก Start 
พิจารณา Peak Angle ให้มมุอยูใ่นชว่ง ± 0.02   ถ้าหลดุชว่งให้ใช้ประแจปรับ Goniometer 

เปิดหน้าตา่ง Condition (B) เลือก  
คลิก KENSA >> Si28443 (Standard) 
กด Append   เปิดหน้าตา่ง Analysis (C) ไว้ 
 

กลบัไปที่หน้าตา่ง Condition (B) 
แล้วคลิก Start ข้อมลูจะย้ายไปอยู ่
ที่หน้าตา่ง Analysis (C) จากนัน้ 
คลิก Start ในหน้า Analysis 
จะเร่ิมท าการวิเคราะห์ Standard 

± 0.02 

เปิดหน้าตา่ง Process (G) จากนัน้เปิดหน้าตา่ง Data (F)  
ลากโฟลเดอร์ Si28443 ใน Address; C:\xddat\KENSA 
ไปวางในหน้าตา่ง Process (G) 

การเช็คความพร้อมเคร่ือง XRD-6100 

กราฟจะปรากฏขึน้ในหน้าตา่ง Process (G)  
คลิก Condition ที่ System error Correction  
Mode: Yes >> OK    แล้วกด Calculation 
                 จากนัน้เลือก Data/Peak Info 
                 คลิกที่ Peak จะแสดง Peak Edit 

Peak 
พิจารณา Angle ของ peak ที่คา่ I สงูสดุ 
ถ้ามมุ Si อยูใ่นชว่ง 28.443 ± 0.08 
จงึจะสามารถวดัชิน้งานได้ 
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Entry Data 

Raw Data 

Peak Data 

Residual Data 

Card Data 

หลงัจาก Set Condition คลิก OK จะแสดงหน้าตา่ง File&Sample Condition Edit  จากนัน้กรอกข้อมลูชอ่ง  
Group name, File name, Sample Name  ผลการวิเคราะห์จะถกูเก็บใน C:\xddat\Group Name\File Name 

การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเคร่ือง XRD-6100 

Scanning Condition 
- Scan Range (deg) ตัง้แต ่-6 ถึง 163  
- Step (deg) อยูใ่นชว่ง 0.001 ถึง 1 
- Scan Speed (deg/min) อยูใ่นชว่ง 0.001 ถึง 1 

 

XG Condition 
- Voltage (kV) อยูใ่นชว่ง 20 ถึง 60 
- Current (mA) อยูใ่นชว่ง 2 ถึง 50 

Slit Condition 
- Divergence Slit ,DS (deg หรือ mm) 
- Scattering Slit, SS (deg หรือ mm) 
- Receiving Slit, RS (mm) 

Profile Display Scale >> Unit 
- Counts: Intensity Display  
- CPS: CPS conversion 

ThinFilm Au-Std Au-Std 

ThinFilm Au-Std Au-Std 

ThinFilm Au-Std Au-Std 

เปิดหน้าตา่ง Analysis (C) เพ่ือท าการวิเคราะห์ตวัอยา่ง เม่ือแล้วเสร็จ ให้ ลากไฟล์ ใน Address;  
C:\xddat\Group Name\File Name ไปวางในหน้าตา่ง Process (G) กราฟจะปรากฏขึน้  
คลิก Condition ที่ System error Correction Mode: Yes >> OK    กด Calculation         แล้วกด Save 
 

ThinFilm 
Au-Std 

Au-Std 

เปิดหน้าตา่ง Search Match (H) จากนัน้เปิดไฟล์  Address; C:\xddat\Group Name\File Name   
จากนัน้คลิก Search ที่แถบด้านบน เลือก Pre-Search ใสค่า่ Background Intensity เทา่กบั 1 คลิก Search 
กลบัแถบด้านบนอีกครัง้ คลิก Search เลือก Search… จะปรากฏหน้าตา่ง Conditions 
 

Group Name 

Sample Name  

File Name 

ถ้าทราบ Card No. ของเฟสที่สนใจ คลิก Card 
แล้วใสต่วัเลขในชอ่ง Card No, กด  Add คลิก OK  

ถ้าทราบธาตทุี่สนใจ คลิก Exist  Atom. เลือกธาตทุี่ต้องการ แล้วกด OK  

ถ้าทราบกลุม่งาน ให้เลือก Sub File ที่ใกล้เคียงกบั
ตวัอยา่งที่ต้องการวิเคราะห์ ถ้าไมท่ราบ เลือก  Max  

หลงัจากนัน้คลิก Search ซอฟต์แวร์จะท าการ 
Match Peak มาให้สงูสดุ 60 เฟส พิจารณาพีค 
Residual กบั Card Data ที่ต าแหน่งใกล้เคยีงกนั 

เปิดหน้าตา่ง Condition (B) คลิกแถบสีน า้เงิน จะปรากฏหน้าตา่ง  
Condition Edit  ปรับ Parameter ตา่งๆเพ่ือสร้าง Conditions ที่ต้องการ 

ถ้าตดัสินใจวา่ข้อมลูเฟสไหนตรงกบั Residual Data ให้เลื่อนแถบสีด าไปยงัเฟสนัน้  
แล้วคลิก Card ที่แถบด้านบน กด Entry >> OK   Peak Data ของเฟสนัน้จะปรากฏในสว่นของ Entry Data 
ท าการ Match Peak จนแล้วเสร็จ ให้กด Save 

Au-Std 
Au-Std 

ThinFilm 

C:\xddat\Excel 
Sample   ถ้าต้องการ Export ข้อมลูออกมาเป็นไฟล์ txt. ท าได้โดย เปิดหน้าตา่ง File Maintenance (E)   

  คลิก Refer ใสส่ว่นของคอลมัภ์XRD เลือกไฟล์ที่ต้อง Export จะแสดงข้อมลูไฟล์   ในสว่นของ Ascii,Rietveld 
             ให้ใส ่Address ปลายทางที่ชอ่ง Drive:   และชื่อไฟล์ที่ชอ่ง File Name:   จากนัน้ไปคลิก Ascii Dump ที่แถบด้านบน คลิก Dump เป็นอนัแล้วเสร็จ 
 
 


